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論文内容の要旨
本論文は， VL S 1 の設計検証の一手段である論理シミュレータを用いた論理回路のタイミング検証
(ハザード検出)及び故障解析を考察し その実験結果に基づいて提案した手法の性能評価を行ったも
のである。























第 5 章では， CMOS伝送ゲートを用いて構成された回路に関する高速化の手法について述べた。こ









本論文は， VL S 1 のハザード検出及び故障解析に関して行った研究をまとめたものであり，以下の
成果を得ている O
(1) ハザード検出手法に関して信号の遷移時間を考慮した立ち上がり/立ち下がり遅延に基づく 5 値
論理シミュレーションによる論理回路のタイミング検証のための効率的なアルゴリズムを提案し，そ
の有効性をいくつかの計算機実a験により確認しているO







障モデル化手法及び、シミュレーション手法において多くの有用な研究成果をあげており， VL S 1 の設
計検証及びテスト設計の分野に寄与するところが大である O よって本論文は，博士論文として価値があ
るものと認める O
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